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Zalacznik nr 7
do Zarzadzenia Rektora nr 10/12
z dnia 21 lutego 2012r.

KARTA MODULU / KARTA PRZEDMIOTU

Kod modutu

Nazwa modutu

Miernictwo dynamiczne

Nazwa modutu w jezyku angielskim

Dynamic Measurement

Obowigzuje od roku akademickiego

2012/2013 (aktualizacja 2017/2018)

A. USYTUOWANIE MODULU W SYSTEMIE STUDIOW

Kierunek studiow

Elektrotechnika

Poziom ksztatcenia

| stopnia
(I stopien / Il stopien)

Profil studiow

Ogodlnoakademicki
(ogdélno akademicki / praktyczny)

Forma i tryb prowadzenia studiow

stacjonarne
(stacjonarne / niestacjonarne)

Specjalnos¢

Komputerowe Systemy Pomiarowe

Jednostka prowadzgca modut

Katedra Informatyki, Elektroniki i
Elektrotechniki

Zaktad Elektrotechniki i Systeméw
Pomiarowych

Koordynator modutu

dr inz. Malgorzata Detka

Zatwierdzit:

Dziekan WEAIl ]
Dr hab. Inz. Antoni R6zowicz, prof. PSk

B. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

Przynaleznos$¢ do grupy/bloku
przedmiotéw

kierunkowy
(podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Status modutu

obowigzkowy
(obowigzkowy / nieobowigzkowy)

Jezyk prowadzenia zaje¢ Polski
Usytuowanie modutu w planie studiéw vV

- semestr

Usytuowanie realizacji przedmiotuw | |etni

roku akademickim

(semestr zimowy / letni)

Wymagania wstepne

Metrologia 1; /Metrologia 2; /Teoria obwodoéw 1; /Teoria obwodoéw 2
/Uktady elektroniczne w miernictwie 1
(kody modutéw / nazwy modutéw)

Egzamin NIE _
(tak / nie)
Liczba punktéw ECTS 4
Forma . " wyktad ¢wiczenia laboratorium projekt inne
prowadzenia zajeé
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| W semestrze

| 30

|

| 30

|

|
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C. EFEKTY KSZTALCENIA | METODY SPRAWDZANIA EFEKTOW KSZTALCENIA

Poznanie wiadomosci teoretycznych w zakresie niezbednym do prawidiowego
Cel przygotowania i wykonania pomiarow, opracowania danych pomiarowych i projektowania
modutu | przetwornikéw pomiarowych. Poznanie w elementarnym zarysie technik pomiarowych
stosowanych w miernictwie dynamicznym.
Symbol ) prol\jvoar(;rgnia odniesier}ie do odniesier’ﬂe do
ofektu Efekty ksztalcenia zajoé _ efektow efektow
AP kierunkowych | obszarowych
(w/é/l/p/inne)
Student ma elementarng wiedze na temat W
podstawowych wa_domosq_ o} ppmlarach W|elk(_)sm K W10 T1A W03
zmiennych w czasie, wtasciwosci statycznych i - -
w_01 | dynamicznych przetwornikbw pomiarowych.
Student ma podstawowg wiedze na temat sygnatéw w
pomiarowych i niektérych technik pomiarowych
czesto stosowanych w pomiarach dynamicznych, K_W10 T1A W04
zaréwno w ujeciu czasowym jak i
W _02 | czestotliwoSciowym.
Student ma wiedze na temat wiadomosci W, L
teoretycznych i wskazéwek praktycznych
utatwiajgcych wtasciwe zaprojektowanie pomiaru lub K_WO06 T1A W03
eksperymentu, doboru przetwornikdw pomiarowych i K_W10 T1A W07
rejestratoréw. Znajomos¢ analizy otrzymanych
w_03 | wynikdéw i oceny btedéw pomiaru.
Student potrafi budowa¢ modele matematyczne i L K_U08 T1A UO08
wykorzystywac je do symulacji przetwornikéw K_U09 T1A_UO09
U_01 | pomiarowych min. Matlab. K U13 T1A U016
Student potrafi efektywnie wykorzysta¢ znajomos¢ L K_u08 T1A_UO8
algorytmow stuzgcych do odtwarzania sygnatéw K_U09 T1A_UO09
U_02 | pomiarowych K_U13 T1A U015
Student potrafi pracowa¢ w zespole oraz ma L K_K04 T1A KO3
K_01 | $Swiadomos¢ roli spotecznej uczelni technicznej K_K06 T1A KO7
S’Fudent rozumie pot_rzet_)e statego uz_upeinlanla W,L K KO1 T1A KO1
K_02 |wiedzy z obszaru miernictwa dynamicznego — —
Tresci ksztalcenia:
1. Tresci ksztalcenia w zakresie wykfadu
Odniesienie
Nr Tresci ksztatcenia do efektéyv
wyktadu ksztalcenia
dla modutu
1 Ogdlna charakterystyka przetwornikéw i sygnatéw pomiarowych. W_01
2 Ogdiny model matematyczny przetwornikédw pomiarowych. wW_01
U o1
3 e . oo . w_01
Wiasciwosci dynamiczne przetwornikéw nieoscylacyjnych U o1
4 e . o . w_01
Wiasciwosci dynamiczne przetwornikéw oscylacyjnych U o1
5 . . - wW_01
Korekcja charakterystyk dynamicznych przetwornikow U o1
6 W_02
Odtwarzanie sygnatéw pomiarowych W_03
U 02
7 Sygnaty niemodulowane, widma sygnatéw periodycznych i nieperiodycznych W_02
8 Sygnaty modulowane, modulacja i demodulacja w uktadach pomiarowych W_02




Politechnika Swietokrzyska

WYDZIAL ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI

[
9 Przesytanie sygnatéw na odlegtos¢, zwielokrotnianie kanatu W_02
10 Poréwnanie sygnatéw —korelacja W_02
11 Charakterystyka sygnatéw stochastycznych W_02
12 Pomiary charakterystyk dynamicznych W_03
13 Pomiary widm czestotliwo$ci W_03
14 Pomiary funkcji korelacji i proceséw stochastycznych. W_03
15 Rejestracja wynikéw pomiardw. W_03
2. Tresci ksztatcenia w zakresie ¢wiczen
Odniesienie
Nr zajeé . . do efektow
¢éwicz. Tresci ksztaicenia ksztatcenia
dla modutu
3. Tresci ksztalcenia w zakresie zadan laboratoryjnych
. Odniesiepie
er Zajec Tresci ksztatcenia do efektoyv
ab. ksztalcenia
dla modutu
1 Zapoznanie sie ze srodowiskiem Matlab. U 01
2 Reprezentacja sygnatéw w srodowisku Matlab’a. U 01
3 Badanie przetwornika iteracyjnego I-go rzedu. W_02
U o1
4 Badanie przetwornika iteracyjnego ll-go rzedu. W_01
U o1
5 Badanie przetwornika oscylacyjnego. W_01
U o1
6 Badanie przetwornika rézniczkujgcego. wW_01
u o1
7 Badanie przetwornika catkujacego. W_01
U o1
8 Wyznaczanie btedu dynamicznego wybranych przetwornikéw pomiarowych. w_01
U 01
9 Konwolucja i dekonwolucja w dziedzinie czasu. wW_01
U 01
10 Korekcja szeregowa wiasnosci dynamicznych przetwornikéw. w_01
U o1
11 Korekcja rownolegta wlasnosci dynamicznych przetwornikow. w_01
U o1
12 Korekcja wtasnosci dynamicznych przetwornikdw w ukfadzie sprzezenia w_01
zwrotnego. U 01
13 Analiza widmowa. Zastosowanie i wkasciwosci szybkiej transformaty W_02
Fouriera. U 02
K_02
14,15 | Odtwarzanie sygnatéw pomiarowych W_02
u_02
K_02

4. Charakterystyka zadan projektowych
5. Charakterystyka zadan w ramach innych typow zaje¢ dydaktycznych
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Metody sprawdzania efektéw ksztalcenia

Symbol Metody sprawdzania efektow ksztalcenia
efektu | (sposéb sprawdzenia, w tym dla umiejetnos$ci — odwotanie do konkretnych zadan projektowych, laboratoryjnych, itp.)

w o1 | Kolokwium

w 02 | Kolokwium

w 03 | Kolokwium

U 01 Sprawozdania z zajec¢ laboratoryjnych 1-12; kolokwium

u 02 |Sprawozdania z zaje¢ laboratoryjnych 13, 14, 15; kolokwium

K_01 Sprawozdania z zaje¢ 1-15

K 02 |Sprawozdania z zaje¢ 1-15
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D. NAKLAD PRACY STUDENTA

Bilans punktéw ECTS

. L obciazenie
Rodzaj aktywnosci studenta
1 | Udziat w wyktadach 30
2 | Udziat w ¢wiczeniach
3 | Udziat w laboratoriach 30
4 | Udziat w konsultacjach (2-3 razy w semestrze) 2
5 | Udziat w zajeciach projektowych
6 | Konsultacje projektowe
7 | Udziat w egzaminie
8
9 | Liczba godzin realizowanych przy bezposrednim udziale nauczyciela 62
akademickiego (suma)
10 | Liczba punktow ECTS, ktorag student uzyskuje na zajeciach
wymagajacych bezposredniego udziatu nauczyciela akademickiego 2,07
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta)
11 | Samodzielne studiowanie tematyki wyktadow 15
12 | Samodzielne przygotowanie sie do ¢wiczen
13 | Samodzielne przygotowanie sie do kolokwiow 15
14 | Samodzielne przygotowanie sie do laboratoriow 5
15 | Wykonanie sprawozdan 13
15 | Przygotowanie do kolokwium koncowego z laboratorium 10
17 | wWykonanie projektu lub dokumentaciji
18 | Przygotowanie do egzaminu
19
20 Liczba godzin samodzielnej pracy studenta ZUSma)
21 | Liczba punktow ECTS, ktérg student uzyskuje w ramach samodzielnej
pracy 1,93
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta)
22 Sumaryczne obcigzenie pracg studenta | 120
23 Punkty ECTS za modut 4
1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta
24 | Naktad pracy zwigzany z zajeciami o charakterze praktycznym 70
Suma godzin zwigzanych z zajeciami praktycznymi
25 | Liczba punktow ECTS, ktérg student uzyskuje w ramach zaje¢ o
charakterze praktycznym 2,33
1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta

E. LITERATURA

Wykaz literatury

1. Hagel R.: Miernictwo dynamiczne Warszawa WNT 1975

Politechniki Szczecinskiej 1984

2. Hagel R., Zakrzewski J.: Miernictwo dynamiczne Warszawa WNT 1984
3. Zuchowski A.: Pomiary dynamiczne. Szczecin, wydawnictwo Uczelniane

Witryna WWW
modutu/przedmiotu

weaii-moodle.tu.kielce.pl




